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タイミングジッタ測定の原理

C
u

m
u

la
ti

v
e
 D

is
tr

ib
u

ti
o

n
 

F
u

n
c
ti

o
n

 (
C

D
F

)

D
if

fe
re

n
ti

a
te

0% 10% 50% 90% 100%

P
ro

b
a
b

il
it

y
 D

is
tr

ib
u

ti
o

n
 

F
u

n
c
ti

o
n

 (
P

D
F

)

DT

Gaussian 

Fitting

Obtain RMS 

Value (s)

CUT(Clock 

Under Test)

Ref.

Clock

Time Difference Between

CUT & Ref. Clock, DT

従来手法と提案手法の比較
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時間差増幅器によるジッタ増幅

 時間差増幅器を用いたジッタ増幅により 28 fs 分解能を達成

 ディジタル制御遅延線の分解能 : 4 ps

 自己参照クロックによる分布の拡がり : x

 4段のカスケード接続型時間差増幅器のゲイン : 約100
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 高ゲインの時間差増幅器は動作速度が低下

デューティサイクル補償 (670 MHz → 820 MHz)
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まとめ

 参照クロック不要，高分解能であるタイミングジッタ測定を実証

 自己参照クロックは参照クロックの要求を取り除く

 カスケード接続型時間差増幅器により高分解能化が可能

 65 nm CMOSで試作を行い，提案回路の効果を検証

 1.61 ps RMSジッタ(誤差4%)の検出に成功

 820 MHz ，28 fs 分解能

従来手法 (参照クロックあり)
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研究背景・目的

 200 fs RMSジッタを実現するようなADPLLが開発されている

 低コスト(参照クロック不要)，高分解能(200 fs以下)である
オンチップタイミングジッタ測定回路が要求されている

 従来手法は参照クロックを必要とし，分解能は400 fs

本研究

 参照クロック不要，高分解能(28 fs)なオンチップタイミング
ジッタ測定回路を実現した
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 自己参照クロック技術により，“参照クロック不要”の
オンチップタイミングジッタ測定回路を実現

 カスケード接続型時間差増幅器を用いて，高分解能(28 fs)を達成
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